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요약

전자 디지털 IC 모듈은 다른 기판상에 형성되는 표준 집적 회로상에서 경계 스캔의 실행을 위해 테스트 
집적 회로가 형성되는 기판 소자를 포함한다. 상기 표준 회로가 피기-백으로 설치되는 경우 테스트 회로
를 위한 상기 기판이 테스트 소켓이 형성되는 전자 서브 모듈내에 형성되거나, 본드 패드에 의해 상호 
접속된 두 기판 소자들로 구성된 하이브리드 패키지가 제공된다. 상기 테스트 회로는 상기 표준 회로에
의 병렬 접속을 위한 시프트 레지스터와 외부 테스트 유닛에의 직렬 접속을 포함한다. 

대표도

명세서

[발명의 명칭]

전자 모듈 소켓 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 2개의 전자 모듈과 그 사이의 상호 접속 기능 도시도.

제2도는 본 발명에 따른 전자 모듈의 제 1의 물리적 구현체 도시도.

제3도는 본 발명에 따른 전자 모듈의 제 2의 물리적 구현체 도시도.
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제4도는 경계-스캔 아키텍쳐(boundary-scan architecturre)의 더욱 확장된 버전의 도시도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

20,22 : 전자 모듈                    30,78 : 기능부(functional part)

32,34,36,38 : 셀                    40,42,44,46 : 버퍼

80,82 : 제 1기판 소자             88,90 : 제 2기판 소자

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 , 제1디지탈 집적 회로와 ,상기 제1집적 회로와 상호 접속 기능에 의해 제 1집적 회로에  접
속된 제2집적 회로 사이의 상호 접속 기능을 테스트하는 테스트 수단을 포함하는 전자 모듈에 관한 것으
로, 상기 테스트 수단은, 테스트 유닛과 통신하기 위한 직렬 접속과, 상호 접속 기능에 대한 제1병렬 접
속부와, 상기 제1의 집적 회로의 기능 부분에 대한 제2의 병렬 접속부를 구비하는 시프트 레지스터를 포
함하며, 상기 테스트 수단에는 테스트 상태에서 직렬 접속부와 제1병렬 접속부를 활성화 하고 동작 상태
에서 제1 및 제2병렬 접속부를 활성화하는 테스트 선택 매카니즘이 재공되어서, 상기 시프트  레지스터
는 병렬 방향으로 투명(transparent)하게 된다. LSSD 원리 또는 상기 테스트에 따른 디지탈 집적 회로의 
테스트가 다음과 같이 일반적으로 공지되어 있다. 상기 회로는 테스트 모드에서 직렬 연결되어 테스트 
패턴으로 채워진 플립플롭을 구비한다. 다음에 상기 회로는 동작 상태로 설정되어 상기 플립플롭의 내용
이 수정된다. 마지막으로, 상기 플립플롭은 다시 직렬로 연결되며 결과 패턴이 출력된다. 평가는 테스트 
패턴 및 결과 패턴의 대조를 기초로 하여 수행된다.

상기에 계속하여, 다수의 전자 모듈 사이의 상호 접속 기능을 테스트하는 소위 경계 스캔 기술이 형성된
다. 이제, 테스트 패턴 및 결과 패턴은 다른 전자 모듈에서 실현될 수 있다. 동작 상태에서 특히 데이타 
전송은 다양한 모듈사이에서 실현된다. 상기 방법 또는 상기 적당한 전자 모듈은 선행하는 네델란드왕국 
특허출원 제85022476호로부터 공지되어 있으며(대응 미합중국 특허출원 제902,910호),여기서 참고문헌으
로 합체된다.

그러나, 상기 경계 스캔 기술은 상호 접속 기능의 테스팅에 제한되지 않으며, 본질적으로 동일한 장치를 
사용하여 상기 기능부의 내부동작 또한 독립적으로 혹은 상기 접속 기능과 함께 테스트될 수 있다. 그러
나, 상기 상호 접속의 테스트는 2개의 상호 접속된 전자 모듈이 테스트를 위해 적절히 설치되어 있는 경
우에만 가능하다. 상기 기능부의 내부동작을 테스트하기 위해 , 만약  가능한 한 많은 형태의 집적회로
에 상기 경계 스캔 설비가 제공되면 표준화 또한 달성될 수 있다. 그러나, 많은 상업적 이용가능한 모듈
은 필요한 상기 설비를 갖추고 있지 않다.

[발명의 요약]

무엇보다도, 본 발명의 목적은 상기 필요 소자들을 포함하는 전자모듈을 제공하는 것으로서, 기능 기판 
소자, 즉 실제 칩의 제조시에 마지막으로 상기 소자들을 제공할 때 조차도, 결과적인 모듈은 낮은 제조 
비용과 전자모듈의 표준 규격을 가지게 된다.

이를 달성하기 위해, 본 발명의 제1특징에 따라 상기 기능 부분은 제1의 기판소자에 제공되며, 상기 시
프트 레지스터 및 테스트 선택 매카니즘은 상기 제2기판 소자에 수용되고, 상기 제1 및 제2기판 소자는 
물리적으로 전자 모듈의 표준 규격을 가지는 상기 전자 모듈내에 고정 매카니즘에 의해 서로 물리적으로 
고정되어 있다. 상기 2개의 기판 소자는 다양한 방법으로 서로 고정될 수 있다. 상기 전체 전자 모듈이 
표준  규격이기  때문에,  인쇄  회로  기판에  쉽게  설치된다.  인쇄  회로는  예를  들어  소위  와이어-랩 
기술(wire-wrap technique)또는 전도체 트랙에 의하여 상기 기판에 접속되거나 또는 영구적으로 제공된 
회로를 의미하는 것으로 이해되며, 상기 판의 기술 및 고정 매카니즘은 서로 다를 수 있다. 상기 모듈 
형태 또한 다를 수 있는데, 예를들어 2열 핀을 가지거나, 많은 열의 핀을 가지거나, 핀의 매트릭스를 가
지는 DIL과, 표면 설치 장치(surface mounted device, SMD)또는 돌출 핀이 없는 등등이다.

양호하게 , 상기 제1기판 소자는 분리된 전자 서브-모듈내에 수용되는데, 그를 위해 상기 제2기판 소자
를 수용하는 또다른 전자 서브-모듈은 소켓으로 동작하는데, 소켓은 그자체로 인쇄 회로 기판에 접속을 
위한 접속 수단을 포함한다. 상기 소위 피기-백 기술(piggy-back technology)은 예를 들어 외부 메모리
를 가진 마이크로 프로세서를 제공하기 위해 잘 공지되어 있다. 그러나, 상기 공지된 기술은 테스트 상
태까지 포괄하지는 못하며 주로 상기 피기-백(piggy-back) 부분의 분리를 쉽게 하는 역할만 한다. 예를
들어, PROM 메모리는 그것이 연결된 후 외부적으로 프로그램될 수 있다. 상기 발명에 따라, 실제 기능은 
핏기-백 배치내 테스트 소켓상에 제공된다, 상기 피기-백 상호 접속이 정확하게  동작할 때, 또한 상기 
모듈들사이의 부가적인 상호 접속기능은 쉽게 테스트된다. 이미 참고문헌에서 기재된 바와같이 ,상기 상
호 접속 기능은 그자체로 버퍼, 인버터 및 기초 소자와 같은 디지털 회로를 포함할 수 있다.

상기 발명은 또한 위에서 상술한 바와같은 전자 서브-모듈과 함께 결합하여 사용하기 의한 소켓에 관한 
것이다. 특히, 데이타 접속이 다소 표준화되면 상기 소켓은 여러 상황에서 훌륭하게 사용될 수 있다,

한편, 양호하게 상기 제1 및 제2기판 소자는 신호 접속을 통하여, 패키지내에 상호 접속되고, 상기 제2
기판 소자는 또다른 신호 접속을 통하여, 패키지내에 영구적으로 제공되고 인쇄 회로 기판에 외부적으로 
접속될 수 있는 접속 수단에 연결된다, 상기는 소위 하이브리드 기술(hybrid technique)에 따라 간단한 
전자 모듈로 귀착된다. 상기는 상호 접속 기능의 테스트가 단지 상기 기능 부분의 응용의 일부에만 필요
할 때 특히 유용하다. 다시 그것은 한쪽 면에 있는 전자 모듈과 다른쪽 면에 있는 또다른 모듈사이의 상
호 접속의 테스트에 관련된다. 상기 경계 스캔 기술은 본질적으로 후에 설명되는 바와같이 다른 테스트 
목적을 위해서도 사용될 수 있다..

본 발명은 또한 후자의 실시예에 사용하기 위한 기판 소자에 관련되며, 인쇄 회로 기판과, 상호 접속을 
통하여 접속된 전술한 최소한 두개의 전자 모듈을 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
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또다른 양호한 특징들이 종속항에 기술되어 있다.

본 발명을 도면을 참조하여 더 상세히 설명한다.

제1도는 상호 접속 기능과 함께, 본 발명에 따른 2개의 전자 모듈을 도시한다. 상기 전자 모듈(20,22)은 
파선에 의해 표시된다. 각각의 모듈은 각각의 제1 기판 소자(80,82)상에 수용된 기능 부분(30,78)을 포
함한다. 상기 기능 부분은 임의의 특성을 가질 수 있는데, 예를들어 그것은 프로세서나, 제어기나, 메모
리등 일 수 있다. 상기 2개 모듈의 기술은 같을 필요가 없다.

간단히 하기 위해, 상기 두 전자 모듈은 동일한 것이라 가정한다.

각각의 전자 모듈은 또한 제2기판 소자(88,90)를 구비한다. 상기 제1 및 제2 기판 소자는 임의의 기술로 
이루어진 것일 수 있다. 신호 레벨, 슬로프(slope), 클럭 주파수등이 호환가능해야 함이 명백할 것이다. 
단순하게 할 목적으로 상기 2개의 전자 모듈사이의 상호 접속 기능만이 논의될 것이다. 적절한 데이타 
통로는 4비트의 폭을 가지고 있으며, 상기 모듈(20)은 소스로서만 역할을 하며 모듈(22)은 목적지로서의 
역할만 한다. 상기 관점에서 상기 기판 소자(26)는 이제 셀(32,34,36,38)과 직렬 입력(48)을 포함한다, 
각 셀에 대해 활성화 입력(50)을 구비한 제어된 출력 버퍼(40,42,44,46)가 제공된다. 또한 테스트 유니
트(92)를 제공한다. 상기 테스트 유닛은 전자 모듈에 다음 3개의 신호를 공급한다.

-라인(52) 상에 일련의 테스트 패턴 -테스트 상태 및 동작 상태사이에서 선택하는 라인(54)상의 테스트 
제어신호 -시프트 레지스터에서 시프팅을 동기화하는 라인(84)상의 테스트 클럭 신호 

상기 라인(84,52) 상의 신호는 동작 상태에 영향을 주지 않는다. 상기 시프트 레지스터 단에 대한 제어 
신호는 종래 방법으로 다양하게 발생된다. 간단하게 하기 위해 상기는 상술하지 않는다. 상기 제어 신호
로부터 버퍼 단(40,42,44,46)에 대한 제어신호가 유도될 수 있다; 기록동안 그들은 예를 들어 연속적으
로 저지된다. 이 역시 여기서는 상세히 설명하지 않는다.

상기 기판 소자(90)의 구성은 기판 소자(88)와 유사하며, 어떤 경우에도 상기 데이타 통로는 적당한 접
속부를 포함해야 한다. 상기 소자(90)는 결과 패턴(72)을 위한 일련의 출력을 구비하는 셀(64,66,68,70)
을 가지는 시프트 레지스터를 포함한다. 여기에 다시 시프트 레지스터의 일련의 동작동안 라인(71)상의 
신호에 의해 차단되는 제어된 버퍼단(56,58,60,62)이 제공된다. 상기 테스트 유닛은 다음 2개의 신호를 
공급한다. 

-라인(86)상의  클럭인   TCK와  라인(74)상의  테스트/동작  상태  제어  신호TMS.  더구나,  결과  신호는 
라인(76)상에 연속적으로 수신된다. 전자 모듈이 목적 장치뿐 아니라 소스 장치로서 동작하도록 될 때에
는, 대개 4개의 부가적 접속이 상호 접속 기능 테스트를 위해 요구된다. 상기 시프트 레지스터는 매번 2
개의 병렬 접속과 하나의 직렬 접속을 구비한다. 동작 상태에 있어 , 그들은 병렬 방향으로 투명하게 된
다. 한편, 그들은 예를들어 래치 기능을 가질수 있으나 그것은 무시되어 진다. 

상기 상호 접속 기능 그자체는 양방향성이 된다. 완전한 테스트를 위해, 각각의 시프트 레지스터는 소스
로서 뿐만 아니라 목적지로서 동작해야 한다. 그러므로 상기 경우에 (최소) 4개의 부가적 접속은 관련기
판 소자를 위해 요구된다. 상기 테스트 결과의 평가는 여기에서 상세히 설명되지 않는다. 상기 3개의 블
럭(20,22,24)는 프린트 배선판상에 함께 수용될 수 있다.

상기 상태는 또한 더욱 복잡하게 된다는 것이 명확할 것이다. 모듈은 다수의 다른 모듈에 다른 폭의 데
이타 통로를 통해 상호 접속되어 있다. 이미 상기 칩상에, 본발명에 따라 모듈에 상호 접속된 경계 스캔 
메카니즘이 제공된 모듈이 있을 수 있다. 테스트 설비는 주어진 상호 접속에 대해 사용되지 않을 것이
다. 더구나, 상기 기술된 테스트에 적당하지 않은 아날로그 신호를 위한 상호 접속이 제공될 수 있다. 
실제로, 상기 아날로그 신호들은 상기 칩상에서 디지털 신호로 변환되고, 그후 처리되어 다시 아날로그 
신호로 변환된다. 

대안적으로, 이들 2개의 변환중의 단지 하나만이 칩에 존재할 수 있다. 

이경우에 있어 상기 테스트 레지스터는 회로의 디지탈 부분과 아날로그 신호로부터 또는 아날로그 신호
로의 변환기 사이에 위치된다. 더구나, 제1도에서 상기 버퍼는 예를들어 상기 신호를 전기적(시프트 레
지스터 셀에서) 및 광학적(상호 접속상에에)사이로 변환시킬수 있다. 마지막으로, 상기 공급 접속이 무
시되어 진다. 상기 디지탈 데이타 신호의 의미는 임의적이며, 데이타와, 제어와, 다른 신호들도 가능하
다.

[양호한 두 실시예의 설명]

제2도는 상기 발명에 따른 전자 모듈의 제1의 물리적 실시예를 도시한다. 상기 물리적 규격은 네델란드
왕국, 아인드호펜 필립스에 의해 1987년 출판된 책 마이크로 제어기 및 주변장치 IC 14, 1274페이지에 
의해 유도된다.

상기 경우에 있어, 상기 기능부분은 부분 A 에 위치되며, 다른 부분은 부분 B에 위치되고, 상기 패키징
은 공지된 방식으로 실현된다. 부분B는 40개의 핀을 구비한다. 

이들 핀은 대개 인쇄 회로 기판에 제공되는 홀의 열들에 결합된다. 부분 A는 36핀을 통해 부분 B에 삽입
되는데. 이를 위해 부분 B에는 대응하는 소켓 커넥터가 제공된다. 도시된 바와같이, 도면에서 부분B에는 
집적 회로가 제공된다; 상기 기판 소자는 리드 C 아래에 케이싱을 가지고 있다. 상기 부분 A에는 상기 
핀의 말단에 결합되는 분리된 집적 회로가 제공된다.

또다른 가능성은 상기 부분 B와 같은 방법으로 영구적으로 새겨진 기판 소자를 부분A에 제공하는 것이
다. 상기 부분 A의 핀의수는 예를들어 도시된 수보다 작을 수 있는데, 이는 부분 B가 다수의 여유 시프
트 레지스터 위치 또는 다른 설비를 포함하고 있기 때문이거나, 표준화의 특성 때문이다. 원칙적인 규칙
은: 상기 부분 A가 n접속을 포함할 때, 상기 개수는 상기 부분 B에 대해 2n+4가 되는 것이다.; 그러나, 
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상기 부분 B는 더 많은 접속을 포함할 수 있다.

제2b도는 상기 발명에 따른 전자 모듈의 말단 도시도이다. 

분명히 , 본 발명의 사상에 벗어남이 없이 많은 다른 실시예들을 실행 할 수 있다. 

제3도는 상기 발명에 따른 전자 모듈의 제2의 물리적 실시예를 도시한다. 상기 도면은 미합중국 특허출
원 4,703,483호와, 일본 우선권 84년 7월 27일 (156618) 및 84년 11월 16일(241977)을 주장한 유럽 특허
출원 174,224호로부터 알 수 있다. 상기 공지된 구성은 2개의 기판 소자사이에 상호 접속 테스팅을 포함
한다. 본 발명에 따라 특히, 상기 환경에 대한 상호 접속 기능이 테스트된다. 본 발명에 따라 상기 기능 
부분은 제1의 기판 소자(104)상에 위치된다. 상기 소자는 제1결합 패드(bound pad,106)를 통해 상기 제2
기판  소자(102)에  접속되는데,  예를  들면,  열적으로  압축함으로써  적당한  영역에  제공된  납땜 
범프(solder bump)를 녹여서 결합한다. 서로에 대한 2 기판 소자의 위치는 이제 고정된다. 대안적으로 , 
상기 2 기판 소자는 인접하여 배치되어 공통의 지지 층, 즉 상기 경우에는 층(100)에 고정된다. 그들은 
이제 결합 와이어(bond wire)에 의해 상호 접속되어 있다. 상기 기판 소자(102)상의 전도체 트랙은 굵은
선에 의해 표시 되어있다. 결합 와이어(108,110)를 사용하여 상기 트랙은 상기 패키지의 도전 소자에 연
결된다. 그들의 외부 말단에서 이들 소자들에는 접속핀(120,124)에 고정된 두꺼운 부분(118,122)이 제공
된다.

상기 하부(100), 벽(112,114) 및 상부(116)는 패키지로 밀봉된다.

상기 하이브리드 패키지는 인쇄 회로를 가진 캐리어상에 , 제2도를 참고로하여 상술된 방법으로 설치되
어 진다. 상기 접속에 대한 상기 진술은 다시 유효할 것이다: 상기 제2기판 소자는 제1기판 소자상에 존
재할 필요가 없는 테스트를 위한 4개의 접속을 포함한다.

확장은 상기 기능적으로는 외부적으로 이용가능할 필요없는 제1기판 소자상의 결합 패드가 여전히 테스
트 받을 수 있다는 것이다. 다음은 상기에 따른 예이다: 2개의 결합 패드는 같은 신호를 전달하나, 이중 
설비의 결과로 제1기판 소자상의 지연 시간은 , 상기 결합 패드와 목적지간 또는 소스의 위치와 결합 패
드간의 기하학적인 거리가 짧기 때문에 더 짧다. 제1도의 구성에서, 상기 시프트 레지스터는 결합 패드 
당 하나의 단(stage)을 구비하고; 연관된 버퍼는 이제 상기 패키지의 단일 접속 핀에 함께 연결될 수 있
다. 동일한 원리가 다른 이유로도 사용될 수 있다. 주어진 결합 패드가 회로내에서 적절하나, 외부에 전
혀 출력되지 않는 신호를 전달하는 것이 대안적으로 가능하다. 상기 경우에 있어 연관된 버퍼는 제1도에
서  없어도  상관없다.  따라서  제1  및  제2기판  소자사이의  접속  수는  상기  제2기판  소자와 
외부환경(environment)사이의 대응하는 접속 수 보다 더 크다.(클럭 및 제어 접속은 고려되지 않았다.)

[아키텍쳐에 대한 상세한 설명]

제4도는 제2기판 소자에서 실현될 경계 스캔 아키텍쳐(boundary scan architecture)의 더욱 정교한 버전
이다.  공급  접속은  무시된다.  상기  연속  테스트  데이타는  입력  TDI상에  나타나고,  종단 
저항기(terminating resistor)가 표시된다. 상기 테스트 클럭 신호는 입력 TCK상에 나타난다. 선택 코드
가 입력 TMS상에 나타나고, 다시 종단 저항기가 제공된다. 소자(132)는 수신된 연속 코드를 제어신호나 
외부로 나가는 클럭 신호에 대한 활성화신호로 변환하는 디코더이다. 

제1클럭 신호의 제어하에서 상기 안내 레지스터(134)는 IR 클럭에 의해 클럭되는, 입력 TDI상의 연속 데
이타로 로드된다. 제2제어 신호의 제어하에, 상기 레지스터(134)의 새로운 내용은 상기 회로의 또다른 
소자를 제어하기 위해 활성화된다. 

제3제어 신호의 제어하에 , 상기 레지스터(134)는 라인 (136)상에 병렬 상태 데이타(parrallel status 
data)로 로드된다. 또다른 제어신호는 출력 버퍼(144)용인에이블 신호 및 출력 멀티플랙서(142)용 선택 
신호를(라인  138)제공한다.  상기  안내  레지스터(134)는  디코딩  로직(decoding  logic)에  연결되고, 
라인(148)을 통해 멀티플랙서(150)에 연결된다. 상기 디코딩 로직(146)은 경계 스캔 레지스터(130), 식
별 레지스터(identification register)(152), 사용자 테스트 데이타 레지스터의 어레이, 바이패스 레지
스터(bypass register)(156)에 활성화 신호를 공급한다. 상기 레지스터(130)은 한 전자 모듈의 직렬/병
렬 시프트 레지스터의 세트를 나타내어서 그것이 인쇄 회로 기판뿐 아니라 제1판 소자내의 기능 부분에 
접속되도록 한다. 이들 접속들은 간략화를 위해 생략되어 있다. 상기 레지스터(130,152,154,156)은 상기 
블럭(132)(DR 클럭 신호)으로 부터의 선택/제어 신호 및 클럭 신호를 수신한다. 상기 제4도의 아키텍쳐
는 필립스 아인드호펜 CFT의 1988년 4월의 표준 경계 스캔 양식의 최종 버젼2.0에서 상술되어 있으며, 
제1 및 제2기판 소자의 분할은 거기에 상술되지 않았다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

제1디지탈 집적 회로와, 상기 제1집적 회로와 상호 접속 기능을 통해 상기 제1집적 회로에 접속될 수 있
는 제2집적 회로(78)사이의 상기 상호 접속 기능을 테스팅하는 테스트 수단을 포함하는 전자 회로 모듈
로서, 상기 테스트 수단은, 테스트 유닛과 통신하기 위한 직렬접속과, 상기 상호 접속 기능을 제공하는 
구조에 대한 제1병렬 접속부와, 상기 제1집적 회로(30)의 기능부에 대한 제2병렬 접속부를 구비한 시프
트 레지스터(32-38)를 포함하며, 테스트 상태에서 상기 직렬 접속과 상기 제1병렬 접속을 활성화하고 동
작 상태에서 상기 제1 및 2병렬 접속을 활성화하여 시프트 레지스터가 병렬 방향으로 투명하도록 하는 
테스트 선택 매카니즘이 제공되는, 전자 회로 모듈에 있어서, 상기 기능부는 제1기판 소자(80)사에 제공
되고, 상기 시프트 레지스터와 테스트 선택 메카니즘은 제2기판 소자(26)에 수용되며, 상기 제1 및 제2
기판 소자는 서로에 대하여 물리적으로 고정되는 것을 특징으로 하는 전자 회로 모듈.

청구항 2 
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제1항에 있어서, 상기 제1기판 소자(80)는 분리 전자 서브-모듈(A)에 포함되고, 상기 분리 전자 서브-모
듈에 대해 상기 제2기판 소자를 포함하는 또다른 전자 서브-모듈(B)이 소켓으로 동작하고, 상기 소켓은 
인쇄 회로 기판에 대한 접속을 위한 접속 수단을 자체로 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 모듈.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 분리 전자 서브-모듈(A)은 커넥터 핀(connector pins)을 포함하도록 구성되고, 상
기 커넥터핀에 대해 상기 소켓은 접속 소켓 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 모듈.

청구항 4 

제1디지탈 집적 회로(30)의 커넥터 소자를 수용하는 제1상호 접속 수단을 포함하고, 회로 기판에 인터페
이싱하는 상기 제1상호 접속 수단에 상호 접속되어서 상기 제1디지탈 집적 회로(30)와 제2디지탈 집적 
회로(78)사이의 상호 접속 기능을 제공하는 구조에 접속되도록 하는 제2상호 접속 수단을 가지는, 소켓
에 있어서, 상기 소켓은 상기 상호 접속 기능을 테스팅하는 테스트 수단을 구비하며, 상기 테스트 수단
은 테스트 유닛과 통신하기 위한 상기 제2상호 접속 수단에 병렬인 직렬 접속부와, 상기 제2상호 접속 
수단에의 제1병렬 접속부와, 상기 제1접속 수단에의 제2병렬 접속부를 구비한 시프트 레지스터(32-38)를 
포함하며,테스트 상태에서는 상기 직렬 접속부와 제1병렬 접속부를 활성화하고 동작 상태에서는 상기 
제1 및 2병렬 접속부를 활성화하여 상기 시프트 레지스터(32-38)를 병렬 방향으로 투명하게 하도록 상기 
제2접속 수단에 병렬인 입력(TMS)을 구비한 테스트 선택 매카니즘이 제공되며, 상기 제1 및 2상호 접속 
수단의 최소한 한 부분은 양방향으로 활성인 것을 특징으로 하는 소켓.

청구항 5 

제4항에 있어서, 소켓은, 테스트 패턴을 위한 직렬 입력(48)과, 결과 패턴을 위한 출력(72)과,테스트 클
럭 입력과,테스트 제어 입력과, 상기 직력 입력(48)과 상기 직렬 출력(72)사이에 최소한 2개의 선택적으
로 활성화가 가능한 데이타 경로를 포함하는 것을 특징으로 하는 소켓. 

청구항 6 

제4항 또는 제5항에 있어서, 상기 제1상호 접속 수단은 소켓 상호 접속 수단을 표시하고, 제2상호 접속 
수단은 상기 회로 기판에 기계적 인터페이싱을 허용하는 것을 특징으로하는 소켓.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2기판 소자는 패키지내 신호 접속(106)을 통해 서로 접속되며, 상기 제2
기판 소자는 또다른 신호 접속을 통해 패키지내에 고정되고 인쇄 회로 기판에 외부적으로 접속될 수 있
는 접속 수단에 접속되는 것을 특징으로 하는 전자 모듈.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 제1 및 제2기판 소자 사이의 접속수는 상기 제2기판 소자와 환경사이의 대응 접속 
수보다 작은 것을 특징으로 하는 전자 모듈.

청구항 9 

전자 모듈들은 각각, 상기 접속 기능을 통해 상호 접속된 디지털 집적회로와, 상기 접속 기능을 테스트
하는 테스트수단을 포함하되, 상기 테스트 수단은 테스트 유닛과 통신하기 위한 직렬 접속부와, 상기 접
속 기능을 제공하는 구조에의 제1병렬 접속부와, 상기 제1집적회로(30)의 기능부에의 제2병렬 접속부를 
구비하는 시프트 레지스터(32-38)를 포함하며, 상기 전자 모듈에는 테스트 상태에서 상기 직렬 접속부와 
상기 제1병렬 접속부를 활성화하고, 동작 상태에서 상기 제1 및 제2병렬 접속부를 활성화하여 상기 시프
트 레지스터가 병렬방향으로 투명하게 되도록 하는 테스트 선택 메카니즘이 제공되는, 인쇄 회로 기판과 
최소한 2개의 상기 전자 모듈을 포함하는 디지털 신호 처리용 전자 장치에 있어서, 상기 기능부는 제1기
판 소자(80)에 제공되고, 상기 시프트 레지스터와 테스트 선택 매카니즘은 제2기판 소자(26)에 수용되
고, 상기 제1 및 2기판 소자는 서로에 대하여 물리적으로 고정되는 것을 특징으로 하는 전자 장치. 
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